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CORRELACAOENTREO SISTEMA DE ANALISE DE IMAGENS
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RESUMO

O trabatho consiste na proposi¢io-de uma comrelagdo entre-a técnica tradicional
de contagem de pontos-¢ a técnica utilizando o sistema de anslise- de-imagem para
avaliagdo dos pardmetros metalograficos. Utilizou-se-nove-amostras de chapas de agos
laminadas a quente, apresentando a porcentagem de carbono de 0,05 a.0,56%. Através
do-método da contagem de- pontos, - determinou-se-a- fragio volumétrica  da perlita,
utilizando uma grade com 100 pontos; cfetuando-se- 10 medidas em-cada. amostra, O
sistema-de anilise de imagem- utilizado, consiste - de um Soffware Mocha Versdo 1.1
acoplado a uma placa frame grabber, que-digitaliza, “captura™ e armazena a imagem
da microestrutura, produzida- pela: cimara de- video. Determinou-se- as medidas dos
pariimefros: porcentagem: volumétrica da- perlita. & da ferrita. Na normalizagdo das
imagens utilizou-se o software photoshop Versao 4-0; visando melthorar ituminagso,
contraste, brilo, remo¢do de sombras-e-eliminacio de ruidos indesejados das imagens.
Como resultado, obteve-se-o grau de confiabilidade de-ambos 03 métodas: Através do
software Origin Versdo. 4.0, obteve-se duas equagdes do 1° graw, que relacionam as
porcentagens de carbomo cont as: parcentagens das fases pressntes.

Palavras-chave: anilise de imagem, microestrutura.
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- INTROBUGAO

As avaliagSes dos' parmetros microcstruturais das: ligas  metélicas | sio
fundamentais para- o controle e desenvelvimento-de suzs propriedades. Pequenas
variagSes das propriedades  mecanica de uma-liga, estlo, freqiientemente;. associadas a
sensiveis variagdes das. microesttuturas; que s3o-as vezes-dificeis de serem colocadas
em evidéncia*™. O aprimoramento das técnicas de caracterizagdes microestruturais
tem sido amplamente- intensificado. Até na década passada; as imagens-obtidas por
microscopia Gptica.- ov microscopia. eletrdnica para avaliacdo dos pardmetros
microestruturais eranr efetuadas, essencialmente, pelo emprego de métodos manuais®!,
Atualmente, com o desenvelvimento das técnicas-automatizadas: de processamento dos
pardmetros microestruturais utilizando o' sistema-digjtais e Sofiwares especificos, as
avaliagBes microestruturais-utilizada pela metalografia- quantitativa passaram a-ter um
outro- nstrumento' de andlise. Existem vérios solftwares. utilizados para anilises de
imagens citados pela literatura; tais como Mochd™™, Imago"™, Quartin:et900™,
Quantikov que utiliza o método saleykov™ L, Image-pro-piust™, Leco 200501 .. etc.
Neste: trabalho pretende-se correlacionar- os- dados: dos: parimetros, porcentagem
volumétrica dos microconstituintes: perlita e-ferrita; de sete-amostras de chapas de ago
a0 carbone comum laminadas a quente,- com porcentagem de-carbono. variando de
0,05%C a 0,14%C ¢.a- titalo- complementar mais duas amostras-de chapa de-ago ao
carbono comum laminada- a-quente, com-porcentagem. de- 0,56 -%C e com. adigdes
diferentes de elementos-de ligas.

e Método utilizande o sistema de-andlise-de imagens

Atualmente com a pessibilidade da wtilizagiio de- uma placa de digitalizagéio
Frame Grabber, que congela e armazena uma imagem produzida per uma fonte de
video ¢ com o Sofiware exclusivo-do analisador de imagers Macha Versio 1.1, que se
processa em ambiente Windows, adaptada a um microcomputador 486.DX4, obtém-se
as'quantificagBes das microestruturas com precisdio e rapidez. Uma  imagem torna-se
visivel para o olho humane-tal come-uma-série continua-de-britho-¢ eor.

Basicamente, o procedimento para a anslise-de-imagens -realiza transformagdes
sobre trés tipos de imagem™?:

a) imagem de video, que € um conjunto de sinais eletrénicos;

b) imagem digjtalizada, que ¢ wma tradugdo- padronizada ¢~ “congelada™ da
imagem de video;

¢) imagem binéria; a partir da qual a informagic desejada poderd ser extraida.

Quando uma imagenr ¢ digitalizada esta ¢ convertida em valores numéricos, isto
¢, transformada em um padrio de elemento de imagem; ou pixel;, nome extraido da
expressdc picture element. Um pixel € definido como. um ponto qualquer no espago
amostrado, isto €, um ponto com intensidade luminosa-constante: Cada pixel tem um
valor numérico correspondente a sua posicao(X, Y); britho-efou cor’h

Usando esses valores, a imagem pode ser medida ¢ analisada matematicamente,
modificada ¢ armazenada como um arquivo-de imagem. O processamento é baseado
em modificagdes da localizagio do pixel e brilko. A passagem da imagem digitalizada
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para.imagem bindria se faz airavés de uma: discriminac3o: os valores-dos pixels, que
podem variar de: 0 a* 255, sSo reduzidos para dois: inicos valores: (0 e 1 ou preto e
branco). Esta reducio ¢ feita através de algoritmos de segmentacio™! . Geralmente, as
regides brancas corresponden aos-objetos e as.regides pretas ao fundo. A resolugdo de
uma imagem ¢ determinada pelontmero de pixels ¢ os niveis de intensidade porpixel.
A placa Frame grabber digitaliza imagens com tamanho de 756 pixels de largura e 486
pixels de altura e com uma resoluggo de 72 dpi (pixels/polegada) € cada imagem acupa
uma memétia de 359 Kbyte.

Um histograma: intensiomeétrico mostra ¢ nimero de ocorréncias de cada nivel
de<cinza em uma imagem. O histograma ¢ um grifico de barras, onde o-¢ixo horizontal
representa o intervalo de-todos os'niveis cinza possiveis (0-a 255), e o eixo. vertical
mostra o nimero de pixels-de cada nivel de cinza em escala logaritmica; conforme
ilustra-a figura(1). '

FIGURA 1 Dustragdio- do- Software- Mocha Versdo- 1.1  comr wnr histograma de
distribui¢@o dos niveis de cinza.

QOs.dados s@o coletados ¢ armazenados, podendo. ser  manipulades para uma
redistribuicao dos niveis de'cinza; melhorando a definico de algumas: caracteristicas
. da.imagem. Se uma imagem apresenta uma defini¢do_fraca para uma andlise precisa,
seus ‘niveis de cinza necessitam entio- ser manipulados: antes- das- medidas descjadas
serem realizadas. O processamento- da- imagem- pode ser utilizade- para- remogdo de
artefatos indesejéveis- e ruidos, melhorar contraste ou brilho, definir contormos de
objetos,; remover sombras-ou melhorar iluminagdo deficiente. Utilizon-se . como, apoio
ao- Software Mocha, 1o processamento de imagens, o software- Adobe Photoshop
versda 4.0, conforme ilustra a fignra(2).
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e 1= Mh‘ o e e AR AR g 3 A -
FIGURA 2 IlustragZo do o Software Adobe Photoshop versdo 4.9

Qs filtros, por sua vez, formam um cutro grupo de ferramentas que awxiliam na
melhoria da qualidade da imagem digitalizada. No caso das imagens em preto e
brance, como séio preferencialmente capturadas, os filtros cinzas melhoram a imagem
atuando matematicamente sobre a- intensidade de pixel, sobstituindo-a intensidade
original por novos valores que dependem das intensidades dos pixels vizinhos.

Métode manual

Para o método manual optou-se pela téenica de contagem de pontos. O fato de
optar-se pela técnica de contagem de pontos € por ser este o0 método mais utilizado na
rotina industrial e nos-meios cientificos M. Essa técnica basicamente cousiste na
aplicabilidade . de uma rede de “pontos testes”™ sobre uma drea da microestrutura. O
mamero de pontos que cacm sobre as-dreas de interesse, isto € do objeto, € contado
para uma primeira posi¢do da rede de pontos. A rede ¢ entfa deslocada para a posigiio
seguinte, aleatoriamente ou em uma determinada diregdic, € o nimero de pontos que
caem sobre o objeto de interesse & novamente contado 1. As medidas bésicas que
podem ser efetuada nas segdes planas sio: )

A fraggo de pontos; (P,), ¢ calculada dividindo-se o-niimero total de pontos

. P.. contados sobre os-objetos de interesse, - pelo namero total de pomtos do
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reticulado P , sendo que os pontos que cairem nos comtomos dos objetos de interesse
serdo contados como % I,
Assim representada pela equagio(1)

P,= i)

A metalografia quantitativa  utiliza - muitas - determinagSes que ' precisam ser
tratadas estatisticamente " H'HM " A média aritmética da fragdo de ponto € dada pela
equacio (2).

_ 1 T
P . = h&~-P, (1) @
Onde:- Pp— € a frag@o de ponto-média
n—» ¢ o numero de medida.

Muitos dos parimetras, em terceira dimensdo como fragcZo voluméirica, padem

ser obtidos por meio de relages em duas dimensges” ' F0°1,
A equagio(3), Pr= As= Vv, representa a inter-relacles enfre os- parimetros
microcstruturais, onde: Vy—> é o valor esperado da frag3io volumétrica, A,— € o valor
esperado da fragdo de drea. Estas inter-relagies ndo so limitadas, de forma alguma
pela natureza geoméfrica de microconstituinte - que .deve ser avaliado, porém €
necessério que se disponha de uma se¢fio representativa da microestrutura ¢ que esta
seja uniformemente amostrada.

O método de contagem de pontos trabatha com uma estimativa da precisio da
fracdo volumétrica. Neste método também- necessita-se de um: nimero relativamente
grande -de medidas, para permitir 0 uso” dos conceitos estatisticos, no eatanto a

" confiabilidade destes métodos depende da habilidade do técnico responsével, o que
restringe bastante a reprodutibilidade destes dados. Neste trabalho, para todas as
amostra de ago, utilizou-se uma grade com 100 pontos sobre 10 campos diferentes da
microestrutura, para determinagdo da porcentagem dos:microconstituinte presente. O
fato de se adotar uma rede com 100pontos. "% & gue -esta tem:a vantagem de
minimizar o desvio padr#o das medidas, sem no entanto, aumentar demasiadamente a
fadiga visual pelo nimero excessivos de pontos.

A preccupagio fundamental de trabalho. & verificar a confiabilidade dos
resultados obtidos por comparagdes entre-os métodos-de anlise; ufilizado o sistema de
analise de imagem como comparativo-absqluto. ‘

- MATERIAIS E METODO

Objetivou-se obter & fragio volumétrica da perlita em nove amostras de chapas
de agos. ao carbono laminados.a guente, através do método de contagem de ponto € do
método utilizado pelo sistemm de- amalise: de imagens. A composi¢ao quimica das
. amostras encontra-se representada na tabela L
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TABELA I : Composi¢do- quimica (% em peso) das chapas de agos ao cashono
laminadas a quente analisadas.
[+

T 3 T | & | & | W Cr | Mo | Al | W | Ap

AMOSTRA 5 i
B1- @95 | 03t | @eis | GBIT | &8%2 | GOT | GOT-| OO%& | G008 | G:047 | G.00T | 0057 |
2 08 | 028 [ 0017 | Q@17 | 00 | 0OT | 0010 | 0012 | GO0 | 0052 | 0001 0.0 |
3= | eos | C4® | 0018 | oo0s | o048 | - - - - [om&| - | ao=®
e €09 | 04 | 0o1Z | 0012 | g.oes | - 2 = =[00S| - | oo
3 11 | 036 | 008 | 0608 | 0008 | 00T | GOI2 | 00T | 0:003 | 0.03% [ 0.003| 0053 |
3 012 | 043 | 0014 | Q007 | 0088 [ GOT | GOIZ | QOB | - | 0045 | 0003 | 0.040
G | & | 042 | 0% [ GO | G00S | OOF | 0OV | OG5 | - | 004 | GO00K | 0057
[3 €56 | @87 | qois [ o3 | o208 [ - - - | - [oo&| - -
) 86 | @71 | ca2e | GooG | G200 | - B - - o0 | - -

Obs: Ap € a porcentagem de-atuminio na paneta
o Preparacdo das amastras

As amostra para-anélise metalogréfica foram preparadas segundo a norma®'l,
Para cada amostra de chapas de ago laminado a quente fez-se cortes para retiradas das

amostras, conforme ilustra -z figura(3), sendo posteriorments “embutidas™ em resina,
conforme ilustra a figusa (4)

R

FIGURA 3 Perspectiva_do- corte” das"ameostras, quatro no-sentido vertical ¢ um no
sentido horizontal.

FIGURA 4 Embutimento das amostras

Utilizou-se como reagente-quimico, para revelar- a microestrutura. perlitica, o
ataque com Nital 2%. O preparo do reagente quimico obedeceu a normal®?. O tempo
médio de ataque foi de 25 segundos para cada amostra.
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e Méma‘amudaosisteuukauﬂiscdeinggm

O sistema de andlise de imagem-utilizada para as medidas quantitativas das
caracteristicas microestruturais estd esquematizado na figura(4). )

&

FIGURA 5 Esquema do sistema de anflise de imagem

1) - Microscépio Gtico; (6)- Microcomputador 486 DXR;
(2) - Camera CCD/RGB - (7y -Impressora; -

(3) - Miéquina fotografica - (8) - Impressora-de-video;

(4) - Monitor de video; (9) - fotémetro automético

(5) - Placa digitalizadora; .

A imagem fotografada para contagem de pontos, fot a2 mesma imagem
digitalizada pela cdmara de video CCD/RGB, adaptada ap microscépio Gtico LEITZ
DMRY, a imagem foi transferida para um monitor de video colorido marca sory. O
monitor de video reproduz a-imagem com- os ajustamento do- microscopio. optico . A
imagem- ajustada no- microscépio -Sptico € entdo- digitalizada- através -de- uma placa
Frame grabber com o-auxilio do software Mocha, especifico da placa Frame grabber

Nas imagem digitalizadas pela placa frame grabber, com o auxilio do software
Mocha, ndo utilizou luz polarizada. O aumento utifizado na objetiva foi de 500X para
todas -as amostras. A placa Frame grabber -digitaliza imagens com extensdo em
(.BMP). A figura(5a), exemplifica a imagem "da amostra(T) conforme a tabela I
digitalizada pela placa, com o awdlio do software-Mocha. ’

A figura(5b). exemplifica o micraconstifuinte 'perlita, a ser determinado da
amostra (1), obtida por microscopia eletronica de varredura
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ST Do S TR == ¥
FIGURASa Ilustra a imagem da amostra T FIGURASa Tlustta o microconstituinte
conforme digitalizada “Perlita™ a ser determinado.da amostra 1

Utilizou-se como apoia ao-software. Mocha, o sofiware Adobe. Photoshop 4.1,
para promover a normzlizagio das imagem. Recortou-se as borda: da imagem retirando
oriscode interferéncia de digitalizagdo, conforme ilustra a figura(6a)-c ( 6b)

FIGURA&Humammgmd:amosﬁa FIGURA.Ghllnsuaamagmdaamosml
no campo 7 conforme digitalizada - . no .campo 7 apds normalizagio do

Subseqiientemente promoveu a normalizacio dos niveis de cinza, utilizando o
comando auto-nivel do Adobe Phbtoshopvers&fol.{}, isto &, distribuicdo automatica do
histograma de niveis de cinzas.As 10 imagens de cada amestra-foram-colocadas lado
a lado e, utilizando orecursodoAdobePhotoshop ajustou-se o brilho e contraste das
imagens, escolhendo para isto uma imagem como referéncia e reajustando as demais
em fungfo da escolhida. As imagens foram gravadas no 4dobe- Phoioshop Versdo 4.0 e
aberta- no software Mocha. Para - eliminar “os - ruidos- originados - da digitalizac3o,
conforme apresentado na figura (7), aplicou-se o filtro- mediano.
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FIGURA 7 Tustra uma imagem amplificada da imagem original, da amostra(l), antes
da aplicagdo do filtro mediano.
O-exemplo abaixo ilustra o filtro - nfo linear mediano de uma janela de comvolugdo
(3*3).

4-6 7
6-8 9 Neste exemplo o valor do pixel de-entrada é 8
s 79

[4 55,6,5,7,7,8,9;9] - Classificagio em ordem crescente - onde 7 € a posigdo
mediana

O valor do pixel-de satda € 7

o m
N N
F-R Y-S
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FIGURASIlustraaxmagemdoapo 1905mrpﬁﬁcadadannagemongmai,ap6sa
utilizag3o do filtro mediano.

O software Mocha, possui uma série detipos: de- filtros cinzas; que operam
como- matrizes mxn - (kernef - mxn- ). Entre os- principais filtros- destacam-se o
convolution, kernel (3x3), averaging (filtro mediano. que elimina_ruides de alta
freqiiéncia), laplace, sobel, ranking (filtro- que- pode -atuar simultancamente oomo
erasio e dilatacio).

Utilizou-se a calibraciio espacial de 2 pontos para as imagens de pixel em
micrometros. Digitalizou-se uma imagem em escala micrométrica e estabeleceu-se
uma correlag@o entre pixel ¢ micrémetro, em fimgdo do aumento de- 500X, conforme
ilustra a tabela II.

TABELA II - llustra a-calibrag3o. por dois-pontos em func3o-do-aumento. 500X, medida
experimentalmente com auxilio de uma régua micrométrica-

AUMENTO DISTANCIA VELHA DISTANCIA NOVA'
500X 288,016 100
UNIDADE Pixek 100 Micron

Todas as imagens digitalizada. pela- - placa frame grabber, possuem uma
resolugdo de 72 dpi {pixel por polegadas); o software Mocha versda 1.1, sendo um
aplicativo da placa, so-reconhecerd imagem com-aresolugie de 72 dpi. )

Utilizou-se o histograma “thereshald”™ “limite fixo” de- distribuigio da
escala de cinza para delimitar até o nivel de cinza 100, como sendo-a fase perlitica a
ser analisada, adicionou-se 4 imagem original- um scbreplanc; pintando os niveis de
cinza-de 0 a 100, correspondente a area do microconstuinte periita de cor vermelha
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Utilizou-se as ferramentas do- solftware “mocha”, conforme ilustra os fcones da
figura{9) para eliminar os riscos; ruidos e artefatos: indesejéveis, que. foram pintados a
maiscom o sobreplanos. )

FIGURA 9 Tlustra as- ferramentas do-software Mocha utilizadas na climina¢io de
ruidos indcsejaveis

o Método de contagem de pontes
Com o microscopio optico LEITZ-DMRX, conforme itustra a figura(10), fez-se
as fotomicrografias del0 {dez) campos diferentes de cada amostra.

I . - L o1 5 Lgnﬁr_ssuesmuuu
P i ] |- - DlaFRaGMA PriUZINCIDENTE
| INCOENTE — TORREDE PRISMA -CAMPD DODIAFRA-
! : - AMOSTRA - A
S - FILTRONEUTRO
I = |  PRISMA VABEBTLRA cAD
[ % = pr—— POLARIZADOR. mﬂn“““?‘
i FO TRO-
4 PrLuz =
-CAMPO DO DIAFRAGMA
<LTRO CINZA™
CONTROLE DA INTENSIDADE
DE LUMINACAD !
FIGURA 10 Hustra o microscdpio-optico LEITZ- DMRX, utilizado na obtengio das

imagens.

Padronizou-se a intensidade-de luz; filtro ¢ polarizagio do-Microscbpio 6ptico
para todas as imagens estudadas. Para calibrar o aumento total sofrido pela amostra,
fotografou-se uma escala micrométrica -

O nimero de campos necessério, foi fixado emr 10, e de pontos da rede em 100,
conforme ilustra figura (L 1).
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FIGURA 11 llustra a fotomicrografia do campo: 7 da amostra-do age 1005 com uma
rede de 100 pontos sobreposta.

Duas recomendagdes basicas-devem ser seguidas para se ebter bons resultados:
1)- Os-pontos que s¢ encontram nos contornas devem ser contados coma V4.
2)-Deve ser selecionada, quande possivel, uma rede -de pontes, na qual, em média ndo
mais que um ponto incida sobre um mesmo-objeto de interesse e que-o-espagamento da
rede. seja proximo 2o espacamento entre os objetos de intcresse. . No cnatanto
recomenda-se tomar cuidado para que ndo caiam dois pontos sobre-zmesma fase.
RESULTADOS
e Meéroado de contagem de pontos

Os resultados das andlises da porcentagens dos- coastituinte pertita para os dez
(10) campos das amestrasl a9 analisadas, encontram-sc representado-na tabela III, em
porcentagem de area. )
TABELA llI- Porcentagem des: microconstituintes.perlita dos 10 campeos analisados de
cada amostra utilizanda ¢ método de contagem de pontos.

AMOSTRA 4
DECHAPADE | 1005 | 1606 | 1008 | ‘1009 | 101F | 10v2 | 1614 | 1856 | 1056

ACO : :
CAMPO-1 5 1t 1S 15 9 [ B3 75 70
CAMPO-2 s 7 8 16 b i3 2 64 68
CAMPO-3 4 B 5 & 13 (8 4 75 69
CAMPO4 9 5 s 3 2 13 14 69 74
CAMPG-5 S s 7 3 g 11 18 67 71
CAMPO-6 R 5 19 9 il 3 7 74
CAMPO-7 5| 12 [ 4 12 g 62 9
CAMPO-8 7 7 3 3 15 15| o3 71 80
CAMPO-9 7. 3 T 5 1o 10 17 | B | 78
CAMPO-10 6 7 3. 7 | 1o T 15 | 66 61
MEDIA Pp 57 | 75 | 88 | 92 | 114 | 124 | 156 | 685 | 722
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e Método utitizando o sistema de andlise:de-imagens

Os resultados da znflise da -porcentagemt do  microcontituinte perlita,
encontram-se representados. na tabela IV. Cada campo- analisado pelo métedo de
contagem de ponto foi o mesmo analisado pelo método utilizando o sistema de anilise

de imagem.

TABELA IV - Resultados frag3o velumétrica média ebtidas para.os 10 campos de cada

amostra analisada.
Pi_ | 1005 | 1006 | 1008 [ 1000 | pemn | 3oi2 1014 | 1088 1056
I 391 | 852 | 8RS | %37 | 0919 | UM 1425 7669 70.08
2 462 | 715 | 735 | 759 | 16z | 1139 969 | 6630 | 6227
3 498 | 721 | 795 | 533 | 1233 1421 1355 [, §7.07
4 692 | 639 | 567 | 725 | 1134 1065 | 1644 6940 68.84
5 453 | 702 | 579 | 737 | 0873 | 088 10.07 67.35 72.06
6 384 | 455 | 811 | 738 | 1248.| 1010 | 1698 | 7035 T332
7 454 | 533 | 14 | 648 | 1293 10.14 1678 | 663¢ 7725
s S87 | 624 | 745 | 730 | 0580 | 1333 1722 | 7127 78.07
£y S9% | 733 | 652 | 765 | 1088 | 0839 127 71.56 7514
16 518 | 729 | 7.63 | 713 | 1058 | 0633 1357 | 6782 _ 61.50

MEDIA | 508 | 670 | 735 | 719 | 1036 | 1050 13.70 70.9¢ 7158
Be

Para montagem do gréfico, utilizou o software Origin 4.1

O METODO DE CONTAGEM DE PONTO

& METODO DE ANALISE DE IMAGEM
100
90
80
70
&0
50
40
30

20

% DE MICROCONSTITUINTE

10

0,00,10,1D0,20,29,3®,39,40 49 ,50,59,600,60,70,75
% DE CARBQNO
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Figura 11 -Variac3io dos pardmetros, porcentagem volumétrica dos-microconstitujntes
“Perlita” em fim¢3o da porcentagem em pesode carbono nas-amostras zoalisadas pelos
métodos de contagem de ponto e utilizando o sistema de andlise dé imggen.

Afravés de uma regressio linear de 1° ordem determinou-se a-equagdio que
representa o método de contagem. de poatos para as. amostras de agos carbono
Iaminado a quente; utilizando o método de contagem:de pontos. ‘
PORCENTAGEM DE PERLITA = -1,87 + 129,5X ®
Baseando no mesmo- principio-determinou-se- a equagda linear-de I* ardem para o
método utilizando o sistema de anslise de imagem. '
PORCENTAGEM DE PERLITA=-3,5 + 133X )

CONCLUSAQ

O analisador de imagens microestraturais “mocha™, Versiio 1.1, constitui uma
ferramenta simples para o processamento e ebteng3o dos pardmetros microestruturais a
partir de imagens digjtalizadas..

A diferenca fundamental, entre os métodes.analisados, encontra-se na rapidez
de obtencdo dos parimetros. O tempo total para-quantificar a porcentagem de fase
utilizendo os métodos - tradicionais “manuais” pede atingir .até dois dias para uma
amostra, ja no método utilizanda pela sistema de anslise de-imagens encontra-se em
torno-de 2 horas para analisar a mesma amostra.

O sistema de andlise de imagens “Mocha” versdo 1.1, s6 pode distinguir as
fases, através da diferenca de tonalidades entre-elas, sendo assim & necessdrio que as
imagens, a serem analisadas, sejam livres de objetos que-possuam tonalidades
similares aos objetos; 0s-quais se deseja estudar, tais como riscos, interferéncia nas

o bordas, ruidos efc.... Assim-a preocupagic com a confiabilidade dos-resultados obtidos
deve comegar desde a preparagdo da amostra como, polimento, escolha do ataque para
tevelar a fase a ser i ;

A variagio do brilho nas- imagens- obtidas; mesmo fixando o controtador de
intensidade do microscopio  optico, € uma varidvel dificil de- atingir devido a
sensibilidade do sistema. A luz do ambiente de trabalho & outra varidvel que pode
influenciar na intensidade de brilho.das amostras quando apalisadas.

O sistema de anilise de imagens, de uma forma gerat mostra-se mais: pritico e
eficiente na obtengdo dos pardmetros microestruturais.
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CORRELATION BETWEEN IMAGE ANALYSIS SYSTEM AND MANUAL
POINT COUNT FOR EVALUATION OF METALLOGRAFHIC
PARAMETERS

ABSTRAT

This-work made a correlation between the traditionatl counting: points-and tire-image
analysis techniques for evaluating metallographic-parameters. Nine samples removed
from a hot rolled plated steel, with carbomr contend-varying between 0.05-t0 0:56; were
used. Through the counting point technique, the volumes fraction of perlite and ferrite
were evaluated using a 100 points-grid. The image analysis-were cartried out using the
“mocha” software, connected to-a. “Frame grabber’™ electronic plate, which digitalise,
capmmdsmmgemchnagesobtainedbyavideomm'mgwwae
standardised throught a “photeshep” software, .improving the contrast, brighteness,
remotion of shadows and noises. The results were trustworthy for both methods. .

The software “origin 4.0” has produced twe-fist degree equations, which relates the
carbon content with the amount of phases present.



